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Solarscheiben -

Teil 4-2: Verfahren zur Messung der elektrischen Eigenschaften von
Siliciumscheiben —

Minoritatsladungstragerlebensdauer, Labor-Messmethode

Solar wafers —
Part 4-2: Process for measuring the electrical characteristics of silicon —
Minority carrier lifetime, Laboratory measuring method

Poulies solaires —
Partie 4-2: Mesures des caractéristiques électriques des poulies de silicium —
Durée de vie effective des porteurs minoritaires, méthode de mesure en laboratoire
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